Néazev veiejné zakazky: Stolni elektronovy mikroskop

Odivodnéni vymezeni technickych podminek podle § 156 odst. 1 pism. ¢) ZVZ

Technicka podminka:

Minimalni rozsah optického zvétseni

Minimalni rozsah elektronového zvétSeni

Minimalni rozliSeni elektronového
mikroskopu

Zdroj elektroni typu CeBg nebo LaBs

Miniméaln¢ 3 nastavitelné hodnoty
urychlovacich napéti v rozsahu 5 — 15 kV

Zobrazovaci detektor typu BS

Minimalni velikost vzorku - pramér 30 mm,
vySka 30 mm

Drzak vzorka pro standardni pro ploché
vzorky s redukci naboje, drzak vzorka pro
metalografické vybrusy s redukci ndboje a
drzak pro pozorovani fezi

Minimalni velikost snimku 2048 x 2048
pixel

Ma&d redukujici nabijeni vzorkt (charge
reduction)

Oduavodnéni

Nezbytné pro specifikaci pozorované oblasti elektronovym
paprskem a pro zajiSténi bezpeéné manipulace se vzorkem
v metici komore.

Nezbytné pro pozorovani detaild materidla a struktur, napiiklad
pro pozorovani a hodnoceni intermetalickych vrstev péjenych
spoju.

Nezbytné pro pozorovani detaild materidla a struktur, napiiklad
pro pozorovani a hodnoceni intermetalickych vrstev péjenych
spoju.

Na rozdil od wolframovych vlaken disponuji tyto zdroje elektroni
radoveé delSi Zivotnosti a wvysSi casovou stabilitou Klicovych
parametra.

Nutné pro univerzalni pouZziti mikroskopu. Pozorovani detailt pfi
vysokém zvétSeni vyZaduje vysoké urychlovaci napéti, zatimco
nizké urychlovaci napéti je nutné pro pozorovéani nevodivych
vzorka.

Nutné pro pozorovani v topografickém modu i Z kontrastu.

Tyto minimalni rozméry jsou nezbytné pro zajiSténi moznosti
pozorovat metalografické vybrusy se standardnim pramérem
vzorku 30 mm.

Variabilita drzaka je nezbytnd z hlediska univerzalnosti pouZiti
mikroskopu, tedy pro kolmé pozorovani ploSnych vzorkd,
pozorovani metalografickych vybrusi i pro pozorovani feza.
Drzéky v provedeni sredukci naboje jsou nezbytné pro
pozorovani nevodivych vzorki.

Nutné pro zajisténi vysoké obrazové kvality vyslednych snimki.
Kvalita snimku je rozhodujici pro nésledujici analyzu
pozorovanych skute¢nosti.

Nezbytné pro pozorovani nevodivych vzorka.




Prvkové analyza EDS

Motorizovany posun stolku v oséch x, y.
Rotace pozorovaného objektu (Ize realizovat
manudlng, motorizované nebo softwarove)

Detektor pro EDS typu SDD
s termoelektrickym chlazenim a plochou
detektoru minimalng 25 mm?

Software pro ovladani mikroskopu a

vytvareni obrazu

Software pro ovladani EDS a prvkovou
analyzu

Nezbytna pro stanoveni prvkového sloZeni pozorovanych vzorka.

Nezbytné pro skladani jednotlivych snimka do vétSich celka.
UmozZiuje zvétSit zorné pole mikroskopu.

Rotace je nezbytna pro tvorbu kvalitnich snimka a naslednou
analyzu pozorovanych objekta.

Nezbytné minimum pro kvalitni stanoveni prvkového sloZeni
pozorovanych vzorku v rozsahu prvka od C po U.

Nutné pro tizeni mikroskopu a nastavovani vech jeho parametra.
Software  musi  vzhledem ke kompatibilit¢ s ostatnim
programovym vybavenim zadavatele umoziovat export snimkua do
formata jpg, tiff a export dat do forméatu csv, doc nebo docx.

Nutné pro fizeni EDS a nastavovani vSech jeho parametra.
Software  musi  vzhledem ke kompatibilit¢ s ostatnim
programovym vybavenim zadavatele umoziovat export snimkua do
formata jpg, tiff a export dat do formati csv, doc nebo docx.
Software musi umoZznovat mapovani prvka v obrazu (mapping) a
liniové snimani prvka (line scan) pro detailni vizualizaci
prvkového sloZeni.
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